
MEB de table – associant le volume réduit et la
facilité d’u�lisa�on d’un microscope op�que à la
haute résolu�on et capacités d’analyse d’un
microscope électronique. A l’aide de la caméra de
naviga�on intégrée, votre échan�llon et votre région
d’étude sont repérables très facilement. Des
fonc�ons automa�ques rapides aide l’opérateur à
obtenir une image en peu de temps.

Coxem
MEB de table

Le détecteur SE (électrons
secondaires) fourni une
image avec des informa�-
ons topographiques. Le
détecteur BSE (électrons
rétrodiffusés) est le détec-
teur de choix pour mon-
trer les différences de
composi�on, comme des
par�cules ou des inclu-
sions. Les deux détecteurs
sont inclus.

Le microscope peut être
u�lisé en mode « vide
élevé » ou en mode « vide
modéré ».
Pour les échan�llons iso-
lants, un vide modéré est
u�lisé dans la chambre
pour neutraliser les char-
ges de surface. Le vide
élevé est idéal pour
obtenir des images de
haute résolu�on sur des
échan�llons conducteurs
ou recouvert.

Le large choix de tension
d’accéléra�on offert avec
le COXEM est indispensa-
ble pour imager une large
variété d’échan�llons. Les
hautes tensions jusqu’à
30 kV perme�ent la détec-
�on claire d’éléments
lourds pendant une me-
sure EDX ainsi que la déte-
c�on des structures en
profondeur. Les tensions
de moins de 5 kV per-
me�ent des images haute
résolu�on d’échan�llons à
surface fragile.
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Spécifica�ons

Modèle EM-30 AXN

Dimensions 40 x 63 cm

Grossissement 20 – 100’000 x

Résolu�on Jusqu’à 5nm

Tension d’accéléra�on 3 – 30 kV

Source d’électrons Filament de tungstène

Détecteurs
Détecteur d’électrons secondaires
Détecteur d’électrons rétrodiffusés à 4
quadrants

Pla�ne 3 axes motorisés x,y,R

Taille maximale
d’échan�llon 70 mm (W) x 45 mm (H)

Course de la pla�ne 35 mm x 35 mm

U�lisa�on Souris, clavier, joys�ck
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COXEM EM-30AXN
Quick Access to the Nano Scale

MEB de table
Le MEB COXEM peut être complété avec un sys-
tème de micro-analyse, fournissant des informa-
�ons qualita�ves et quan�ta�ves à propos de votre
échan�llon. Ce système est composé d’un détec-
teur à rayons X, d’un analyseur et du logiciel AZtec
qui inclut différents modes d’analyse comme la
cartographie ou la coupe linéaire.
• Iden�fica�on automa�que des éléments fiable
• Quantification précise d’un matériau homogène
• Détec�on excellente des éléments légers à

par�r du Be
• Analyse rapide grâce à un détecteur de 30mm�
• Sans maintenance

EDX

Analyse de rou�ne rapide
avec analyse ponctuelle
ou de surface – détec�on
des éléments et leur
composi�on.

Point & ID

Signale la posi�on de
chaque élément de la
région étudiée par une
couleur. Une forte lumino-
sité indique une forte con-
centra�on de cet élément.
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Plus de 40 ans de présence sur le marché
– votre partenaire fiable en microscopie

Collabora�on avec des fournisseurs
reconnus et de haute qualité

Evalua�on des instruments par notre
équipe d’experts

Installa�on et forma�on

Service sur site et rapide

Réunion d’u�lisateurs perme�ant de
partager ses expériences

Rendez-nous visite :
www.gloorinstruments.ch/fr-coxem

40+


